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La technique de ToF-SIMS (time-of-flight secondary ion mass spectrometry) est excellente
pour étudier la nature chimique de surfaces et d’interfaces. Elle a récemment fait 1’objet de
développements lui permettant de réaliser des mesures en tandem MS. Ceci permet de
sélectionner des ions d’intérét pour les refragmenter ouvrant de larges possibilités quant a
I’identification de la nature et de la structure des fragments mesurés dans les hautes masses.
Toutefois ceux-ci présentent généralement de faibles taux d’ionisation, ainsi I’augmentation de
ce taux devient un enjeu majeur. Pour ce faire, le dépbt de matrices communément utilisée en
MALDI (matrix assisted laser desorption ionization) est une méthodologie qui a déja fait ses
preuves pour des analyses d’échantillons biologiques en ToF-SIMS. Elle n’a pas encore été
explorée pour des OLEDs. Ce travail cherche a optimiser 1’utilisation de telles matrices pour
caractériser des OLEDs par ToF-SIMS dans le but de mieux comprendre les phénomeénes de
dégradations de tels dispositifs pour augmenter leur durée de vie. Trois différentes matrices ont
été sélectionnées pour ce travail : I’acide a-cyano-4-hydroxycinnamique (CHCA), acide 2,3-
dihydrobenzoique (DHB), et la N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorure (NEDC). Ces
matrices ont été déposées par sprayage en utilisant comme solvant un mélange 50% v/v d’eau
et d’acétonitrile. Les différentes épaisseurs de dépots ont été évaluées par ToF-SIMS sur un
PHI NanoTOF 2 par I’acquisition de spectres de masse, de profiles en profondeur et d’images,
et ce pour plusieurs matériaux d’OLEDs : Algs, Ir(mppy)s, HATCN, FsTCNQ, NPB STTB et
TCTA. Les résultats ont permis de montrer que 1’on peut améliorer le taux d’ionisation en
sprayant uniquement le solvant, les matrices n’étant pas toujours les plus performantes. CecCi
ouvre la voie a 'utilisation de molécules plus simples, et volatiles pour augmenter le taux
d’ionisation lors de mesures en ToF-SIMS. Ce travail, réalisé sur la Plate-Forme de Nano-
Caractérisation (PFNC), est soutenu par le Programme « Recherches Technologiques de
Base » de L'Agence Nationale de la Recherche (ANR).



